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BESCHREIBUNG 
Hochdruckentladungslampe 

Die Erfindung betrifft eine Hochdruckentladungslampe mit zumindest einem Brenner, 
der eine Brenner wand und eine Entladungskammer, welche von der Brennerwand um- 
5 schlossen ist, besitzt, wobei bei Betrieb der Lampe und in Abhangigkeit von der Ein- 
baulage der Lampe sich an der inneren und auBeren Kontur der Brennerwand jeweils 
ein Bereich mit einer niedrigsten Temperatur und ein Bereich mit einer hochsten Tern- 
peratur einstellt, und mit einem mehrschichtigen Interferenzfilter, das auf einem Teil 
der auBeren Kontur der Brennerwand angeordnet ist, wobei das Interferenzfilter IR- 
1 0 Licht hin zur Entladungskammer reflektiert. 

Hochdruckgasentladungslampen (HID- [high intensity discharge] -Lampen) und insbe- 
sondere UHP- (ultra high performance) Lampen werden auf Grund ihrer optischen Ei- 
genschaften u.a. bevorzugt zu Projektionszwecken eingesetzt Im Sinne der Erfindung 
15 umfasst die Bezeichnung UHP-Lampe (Philips) auch UHP-artige Lampen anderer Her- 
steller. 

Fur diese Anwendungen wird eine moglichst punktformige Lichtquelle gefordert, so 
dass der sich zwischen den Elektrodenspitzen ausbildende Lichtbogen eine bestimmte 
20 Lange nicht tiberschreiten soil. Weiterhin ist eine moglichst hohe Lichtstarke bei mog- 
lichst natiirlicher spektraler Zusammensetzung des sichtbaren Lichtes regelmaBig er- 
wunscht. 

Flir solche Anwendungen, bei denen eine hohe Effizienz der Lichtquelle beziiglich 
25 sichtbarem Licht relevant ist, wird je nach Anwendung neben der Strahlung im ge- 

wiinschten Wellenlangenbereich regelmaBig Strahlung emittieren, welche fur diese An- 
wendung nicht zweckmaBig bzw. ggf . schadlich ist. Bezogen auf das angestrebte Ergeb- 
nis bewirkt diese unerwunschte Strahlung zumindest einen Verlust an eingesetzter Ener- 
gie. Beispielsweise werden bei UHP-Lampen von je 100 W der Lampe zugefuhrten 
30 elektrischen Energie nur ca. 25 W in sichtbare Strahlung umgesetzt. 
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Sollen Hochdruckgasentladungslampen, insbesondere UHP-Lampen, eingesetzt wer- 
den, mussen zwei wesentliche Forderangen gleichzeitig erfullt werden: 

5 Einerseits darf die hochste Temperatur an der Oberflache der Entladungskammer bzw. 
der inneren Kontur der Brennerwand nicht so hoch werden, dass eine Entglasung des 
im allgemeinen aus Quarzglas gefertigten Lampenkolbens auftritt Dies kann deshalb 
problematisch sein, weil durch die starke Konvektion innerhalb der Entladungskammer 
der Lampe der Bereich oberhalb des Lichtbogens besonders stark erwarmt wird. 

10 

Andererseits muss die kalteste Stelle an der Oberflache der Entladungskammer bzw. der 
inneren Kontur der Brennerwand noch eine so hohe Temperatur aufweisen, dass sich 
das Quecksilber dort moglichst nicht niederschlagt, sondern insgesamt in ausreichen- 
dem MaBe im verdampften Zustand erhalten bleibt. 

15 

Diese beiden widerstrebenden Forderangen fuhren dazu, dass die maximal zulassige 
Differenz zwischen der hochsten und der niedrigsten Temperatur relativ gering ist. 

Derzeit bleiben handelstibhche UHP-Lampen im Betrieb bei Nennleistung innerhalb 
20 dieses zulassigen Temperaturbereiches. Es besteht jedoch der Bedarf, den moglichen 
Betriebsbereich zu erweitern, z. B. das Dimmen der Lampe oder zum Upgrade eines 
Lampentyps fur Lampen mit hoherer Lumenleistung. 

Beim Dimmen darf die Temperatur dieser kaltesten Stelle nicht zu sehr absinken. Eine 
25 lokale Erhohung der Temperatur der Brennerwand ist diesbeztiglich notwendig. 

Bei einer Leistungserhohung darf die Temperatur der heiBesten Stelle diesbeztiglich 
nicht zu sehr steigen. 



30 



Weiterhin gibt es Umstande, dass sich innerhalb der Lampe im Betrieb Bereiche ausbil- 
den, die sich zwar in ihrer Temperatur zwischen der hochsten und der niedrigsten Tem- 
peratur befinden, fur deren bestimmungsgemaBe Funktion aber die angenommenen 
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Temperatur nicht optimal ist. Als Beispiel dafiir seien die Elektroden genannt, bei denen 
die Temperaturen des innerhalb der Enliadungskammer angeordneten Teils nicht unter- 
halb einen bestimniten Wert absinken darf, wenn eine gute Lebensdauer erreicht werden 
soil. Die Elektrode wird an ihrer Eintrittsstelle in die Brennerwand der Entladungskam- 
5 mer durch diese Wand gekuhlt. Umso mehr, je kalter diese Wand dort ist. Es kann also 
vorkommen, dass diese Kuhlung die Elektrode in den ungilnstigen Temperatur-bereich 
bringt. In diesem Falle ware es also wunschenswert, an der Eintrittsstelle der Elektrode 
in die Wand, diese Wand gezielt aufzuheizen, obwohl sie in ihrer Temperatur zwischen 
der kaltesten und heiBesten Stelle liegt. 

10 

Die Brennerwand ist im Sinne der Erfindung nur der Bereich des Lampenkolbens, wel- 
cher funktionsbedingt die Entladungskammer umschlieBt. 

Aus der US 5,221,876 ist ein grundsatzlicher Losungsansatz zur Erhohung der Effizienz 
15 durch Reflektion von unerwiinschter IR-Strahlung zunick in den Bereich des Lampen- 
kolbens, urn diesen dadurch zusatzlich zu erwarmen, bekannt. Als Spiegel dient ein 
mehrschichtiges Interferenzfilter. Dabei wird das IR-Licht (Infrarot-Licht) des ausge- 
sandten Spektrums, welches ansonsten fur Beleuchtungszwecke nicht nutzbar ware, hin 
zum Lichtbogen reflektiert und reabsorbiert. 
20 Bei den betrachteten gesattigten Lampen, die als Lampen fiir Fahrzeugscheinwerfer 

vorgesehen sind, wird undifferenziert die gesamte Lampe erwarmt. Hauptsachlich diese 
Erwarmung fiihrt bei den diesbeziiglichen Betrieb stemperaturen der Lampe, insbeson- 
dere durch Warmeleitung und Konvektion, zu einer verstarkten Verdampfung von Me- 
tallhalogeniden im Innern des Lampenkolbens. 
25 Eine Ubertragung des beschriebenen Losungsvorschlages auf Hochdruckgasentladungs- 
lampen, insbesondere auf UHP-Lampen, 1st insbesondere wegen der ebenfalls erhohten 
Temperatur der heiBesten Stelle nicht moglich. Typisch fur UHP-Lampen ist auBerdem, 
dass diese im Verhaltnis zu anderen Lampentypen nur geringe Lichtstarken im IR-Be- 
reich emittieren. 
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Aus der US 5,952,768 ist eine Beschichtung bekannt, welche den Warmetransport aus 
einer Hochdruckgasentladungslampe abschwacht, um insbesondere eine Temperaturer- 
hohung des kaltesten Bereiches der Brennerwand zu erreichen und gleichzeitig die Effi- 
zienz der Lampe signifikant zu erhohen. Diese Beschichtung ist ein mehrschichtiges 
5 Interferenzfilter, welches sichtbares Licht passieren lasst und in jedem Fall UV-Licht 
absorbiert (reflektiert). Zusatzlich kann auch IR-Licht, welches von der Lichtquelle 
stammt, mittels des Filters hin zur Lichtquelle zuriickreflektiert werden. Um eine signi- 
fikante Effektivitatserhohung der Lampe zu erzielen, ist es notwendig, relativ groBe 
Bereiche der auBeren Oberflache der kalteren Brennerwand zu beschichten. Die Be- 
10 schichtung ist im kaltesten Bereiches der Brennerwand angeordnet 

Die Aufgabe, die der Erfindung zugrunde liegt, besteht deshalb darin, eine Hochdruck- 
gasentladungslampe der eingangs genannten Art bzw. eine Beleuchtungseinheit mit 
einer solchen Lampe zu schaffen, deren Lampenkolben bzw. Brennerwand ein in der 
15 industriellen Massenproduktion effektiv herzustellendes Interferenzfilter besitzt, wobei 
der Betriebsbereich der Lampe erweitert wird, ohne dass das Interferenzfilter die Effi- 
zienz der Lampe wesentlich beeintrachtigt und die Betriebssicherheit der Lampe ge- 
wahrleistet ist. 

20 Die Aufgabe der Erfindung wird dadurch die Merkmale des Anspruch 1 gelost. 

Die erfindungsgemaBe Lampe besitzt zumindest einen Brenner, der eine Brennerwand 
und eine Entladungskammer, die von der Brennerwand umschlossen ist, besitzt, wobei 
bei Betrieb der Lampe und in Abhangigkeit von der Einbaulage der Lampe sich an der 

25 inneren und auBeren Kontur der Brennerwand jeweils ein Bereich mit einer niedrigsten 
Temperatur und ein Bereich mit einer hochsten Temperatur einstellt, und ein mehr- 
schichtiges Interferenzfilter, das auf einem Teil der auBeren Kontur der Brennerwand 
angeordnet ist, wobei das Interferenzfilter hauptsachlich Licht aus dem Wellenlangen- 
bereich des IR-Lichts, welcher mit dem maximalen Emissionsvermogens des Materials 

30 der Brennerwand im kausalen Zusammenhang steht, hin zur Entladungskammer reflek- 
tiert. 
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Erfindungswesentlich ist, dass das ausgewahlte Filter hauptsachlich Licht der Wellen- 
lange, welches bei Betriebstemperatur der Lampe von der Brennerwand effektiv absor- 
biert wird, hin zur Entladungskammer reflektiert. Diese Absorption erfolgt erfindungs- 
5 gemaB in dem Wellenlangenbereich effektiv, wo geniigend Strahlenleistung vorliegt 
und das Wandmaterial diesbeziiglich nicht transparent ist. Daher wird erfindungsgemaB 
das Filter mit einem solchen Wellenlangenbereich ausgewahlt, welchen das Wandmate- 
rial selbst am effektivsten abstrahlt. Dabei wird erfindungsgemaB der Erfahrungssatz 
ausgenutzt, dass Stoffe oder Medien, die durch Bestrahlung mit elektromagnetischen 
10 Wellen ausgesetzt sind, besonders solche Frequenzen absorbieren, die diese auch selbst 
abstrahlen konnen. Das Filter reflektiert also hauptsachlich Strahlung aus dem Wellen- 
langenbereich oberhalb des Transmissionsgebietes des Kolbenmaterials bzw. des Mate- 
rials der Brennerwand. 

15 Bei einer UHP-Lampe mit einem tiblichen Quarzkolben und einer Betriebstemperatur 
von ca. 1000 °C ist dies beispielsweise der Wellenlangenbereich des Infrarotlichts. 
Auf diese Weise fuhrt das Filter zu einer effektiven Verringerung der Emissivitat der 
dortigen Oberflache der Brennerwand gegeniiber einer unbeschichteten Quarzoberfla- 
che, so dass die Lampe weniger Warmestrahlung abgeben kann und die Temperatur 

20 sich in diesem Bereich gezielt erhoht 

Aus diesem Grand erfolgt durch das Interferenzfilter nicht die Reflektion aller Wellen- 
langenbereich des fur die jeweilige Anwendung unerwiinschten Lichts, sondem nur 
eines Wellenlangenbereiches oder mehrerer Wellenlangenbereiche in selektiver Art und 
25 Weise. Die Auswahl des jeweiligen Wellenlangenbereichs dieses Licht s, welcher am 
Interferenzfilter reflektiert werden soli, erfolgt insbesondere unter energetischen Ge~ 
sichtspunkten, d.h. der relevante Wellenlangenbereich muss insbesondere geniigend 
Leistung besitzen, welche nach der Reflexion am Interferenzfilter im Wandmaterial 
absorbiert werden kann. 

30 
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Ein weiteres Kriterium fur das Interferenzfilter ist die notwendige Temperaturstabilitat 
und die Eigenschaft fur eine industrielle Massenproduktion geeignet zu sein. 
Fur solche Spiegel kommen wegen der scharfen Ubergange zwischen den zu transmit- 
tierenden und zu reflektierenden Spektralbereichen vorrangig Interferenzfilter in Frage. 
5 Durch ein entsprechendes Design der Schichtfolgen konnen Filtercharakteristiken in 
weiten Bereichen und mit der notwendigen guten Genauigkeit erzeugt werden. 

Die Reabsorption durch im Filter reflektierte Strahlung stellt neben der Absorption im 
Filter eine zusatzliche Warmezufuhr fiir die Brennerwand dar. 
10 In welchem Umfang diese Reabsorption und Umwandlung in gewunschte Spektralbe- 
reiche realisiert werden kann, ist insbesondere vom jeweiligen Typ der Hoch- 
druckgasentiLadungslampe abhangig. 

RegelmaSig fuhrt eine Beschichtung, beispielsweise ein mehrschichtiges Interferenzfil- 
1 5 ter, auBerdem zu einer Verringerung der Warmeabstrahlung der Lampenoberflache ge- 
gentiber einer unbeschichteten Quarzoberflache, so dass die Larnpe weniger Warme 
abgeben kann und sich damit die Betriebstemperatur vergleichsweise erhoht. 

Urn eine moglichst gute Realisierung des gewunschten Temperaturfeldes bei Verwen- 
20 dung von mehrschichtigen Interferenzfilter zu erreichen, ist das Interferenzfilter ent- 
sprechend auszuwahlen, zu dimensionieren und anzuordnen. 

Die Unteranspriiche haben vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung zum Inhalt 

25 Bevorzugt ist, dass sich im Schichtaufbau des mehrschichtigen Interferenzfilters eine 
Schicht mit einem hoheren und eine Schicht mit einem niedrigeren Brechungsindex 
abwechseln. 

Solche Interferenzfilter sind regelmaBig mehrschichtig aufgebaut. Bei einem mehr- 
30 schichtigen Aufbau des Interferenzfilters wechseln sich Schichten mit einem hoheren 
und Schichten mit einem niedrigeren Brechungsindex ab. Der Brechungsindex der je- 
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weiligen Schicht wird insbesondere durch das ausgewahlte Material der Schicht be- 
stimmt, wobei zumindest zwei diesbeziiglich verschiedene dielektrische Materialien im 
Schichtaufbau anzutreffen sind. 

5 Weiterhin bevorzugt ist, dass das Interferenzfilter dort oder zumindest dort, wo sich an 
der auBeren Kontur der Brennerwand der Bereich niit der niedrigsten Temperatur ein- 
stellt, angeordnet ist. Die absolut kalteste Stelle der auBeren Lampenoberflache liegt 
regelmaBig an den Enden der zylindrischen Lampenenden; regelmaBig jedoch nicht auf 
der auBeren Kontur der Brennerwand. 

10 

Bei dieser Art der Anordnung des Filters ist am effektivsten eine Temperaturerhohung 
im kaltesten Bereich der Brennerwand ermoglicht. Neben der Temperaturerhohung an 
der gewahlten Stelle, wo das Interferenzfilter angeordnet ist, kann mit dieser Anord- 
nung das Temperaturregime in der Brennerwand gezielt beeinflusst werden. Beispiels- 
15 weise wird ermoglicht, dass der Ort des kaltesten Bereiches verlagert werden kann und 
die dann (neue) kalteste Stelle eine andere im Vergleich zur bisherigen kalteste Stelle 
hohere Temperatur besitzt 

Alternativ ist bevorzugt, dass das Interferenzfilter gerade nicht dort oder zumindest 
20 nicht dort, wo sich an der auBeren Kontur der Brennerwand der Bereich mit der nied- 
rigsten Temperatur einstellt, angeordnet ist, sondem an einer Stelle an der die ohne das 
Interferenzfilter vorhandene Temperatur erhoht werden soil, 

Mit dieser Anordnung werden weitere Designmoglichkeiten eroffhet. Beispielsweise 
25 kann damit eine Erweiterung von Betriebsbereichen erreicht werden. 

Weiterhin bevorzugt ist, dass das Material der Brennerwand der UHP-Lampe insbeson- 
dere aus Quarz besteht und damit mit dem Interferenzfilter hauptsachlich IR-Licht aus 
dem Wellenlangenbereich oberhalb von etwa 2\im reflektierbar ist. 

30 
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Die Aufgabe der Erfindung wird auBerdem durch eine Beleuchtungseinheit gemaB An- 
spruch 9 gelost. 

Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der fol- 
5 genden Beschreibung einer bevorzugten Ansfuhrungsform anhand der Zeichnung. 
Es zeigt: 

Fig. 1 die schematische Schnittdarstellung eines Lampenkolbens einer Hochdruckgas- 
entladungslampe (UHP-Lampe), der ein mehrschichtiges Interferenzfilter tragt. 

10 Figur 1 zeigt schematisch in Schnittdarstellung einen Lampenkolben 1 mit einer Entla- 
. dungskammer 21 einer erfindungsgemaBen Hochdruckgasentladungslampe (UHP- 
Lampe). Der aus einem Stuck bestehende Brenner 2, der den mit einer diesbezuglich 
ublichen Gas gefullten Entladungskammer 21 hermetisch verschliefit und dessen Mate- 
rial ublicherweise Hartglas oder Quarzglas ist, urnfasst zwei zylindrische und sich ge- 

15 geniiberliegende Bereiche 22, 23 zwischen denen sich ein im wesentlichen kugelformi- 
ger Bereich 24 mit einem Durchmesser im Bereich von etwa 9 mm befindet Die auBere 
Kontur der Brennerwand 25 besitzt im Bereich der Entladungskammer 21 eine anna- 
hemd kugelformige Form. Die Entladungskammer 21 mit einer Elektrodenanordnung 
ist mittig im Bereich 24 angeordnet. Die Elektrodenanordnung urnfasst im wesentlichen 

20 eine erste Elektrode 41 sowie eine zweite Elektrode 42 zwischen deren sich gegeniiber- 
liegenden Spitzen in der Entladungskammer 21 eine Lichtbogen-Entladung angeregt 
wird, wobei der Lichtbogen als Lichtquelle der Hochdruckgasentladungslampe dient. 

Die Enden der Elektroden 41, 42, die auf der Symmetrieachse der UHP-Lampe ange- 
25 ordnet sind, sind mit elektrischen Anschliissen 51, 52 der Lampe verbunden, iiber die 
durch ein in Figur 1 nicht dargestelltes Netzteil, ausgelegt filr eine allgemeine Netz- 
spannung, die zum Betrieb der Lampe erforderliche Versorgungsspannung zugeftihrt 
wird. 

30 Auf einem Teil der auBeren Oberflache der Brennerwand 25 ist ein Interferenzfilter 3 
angeordnet. Das Interferenzfilter 3 ist mittig auf der auBeren Oberflache des Bereiches 
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24, d.h. auf der Brennerwand 25, und der Langsachse des Brenners 2 angeordnet und 
besitzt einen Durchmesser von ca. 4 mm. 

Die beiden unterschiedlichen Schichten 3.1 und 3.2 des Interferenzfilter 3 sind insbe- 
5 sondere durch einen differierenden Brechungsindex charakterisiert, wobei eine Schicht 
mit einem niedrigen Index einem hoheren abwechselnd folgt. Als Material der Schicht 
3.2 mit dem niedrigeren Brechungsindex dient SiC>2; als Material der Schicht 3.1 mit 
dem hoheren Zr0 2 . 

10 Das Interferenzfilter 3 reflektiert hauptsachlich IR-Licht aus dem Wellenlangenbereich 
von 2|Lim bis 5fim. Im sichtbaren Wellenlangenbereich besitzt das Interferenzfilter 3 
eine Transmission von ca. 90%. Die Temp eratur dif f erenz , d.h. die Differenz mit und 
ohne Interferenzfilter 3, betragt ca. 40 K. Dabei erfolgte die Anordnung des Interferenz- 
filters 3, bei einer horizontalen Einbaulage der Lampe, auf dem kaltesten Bereich der 

1 5 Brennerwand 25 . 

Die normale Betriebslage der UHP-Lampen ist eine horizontale Einbaulage. In diesem 
Fall ergibt sich, falls beispielsweise keine MaBnahmen, wie eine Zwangskuhlung von 
der Oberseite her, angewandt werden, eine Temperaturverteilung, bei der die heifieste 
20 Stelle der auBeren Oberflache der Entladungskammer 21 oben und die kalteste Stelle 
unten liegen. 

Der schichtweise Auftrag des Interferenzfilters 3 erfolgt in einem Herstellungsprozess 
durch ein an sich bekanntes Sputterverfahren. 

25 

An einer UHP-Lampe mit dem vorbeschriebenen Lampenkolben 1 und betrieben bei 
einer Nennleistung von 120 W konnten auch nach mehreren tausend Betriebsstunden im 
Grenz-/Hochlastbereich keine wesentlichen tiber die normale Alterung von vergleichba- 
ren Lampen hinausgehenden Beeintrachtigungen festgestellt werden. 

30 
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Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung betrifft eine Hochdruckgasent- 
ladungslampe, die Projektionszwecken dient. 
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PATENTANSPRUCHE 



1, Hochdrackentladungslampe, zumindest 

mit einem Brenner (2), der eine Brennerwand (25) und eine Entladungskammer 
(21), die von der Brennerwand (25) umschlossen ist, besitzt, wobei bei Betrieb 
der Lampe und in Abhangigkeit von der Einbaulage der Lampe sich an der inne- 
5 ren und auBeren Kontur der Brennerwand (25) jeweils ein Bereich mit einer 

niedrigsten Temperatur und ein Bereich mit einer hochsten Temperatur einstellt, 
und mit einem mehrschichtigen Interferenzfilter (3), das auf einem Teil der au- 
Beren Kontur der Brennerwand (25) angeordnet ist, wobei das Interferenzfilter 
(3) hauptsachlich Licht aus dem Wellenlangenbereich des IR-Lichts, welcher 
10 mit dem maximalen Emissions vermogens des Materials der Brennerwand (25) 

im kausalen Zusammenhang steht, hin zur Entladungskammer (21) reflektiert. 



2. Hochdrackentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich 
im Schichtaufbau des mehrschichtigen Interferenzfilters (3) eine Schicht (3.1) mit 
15 einem hoheren und eine Schicht (3.2) mit einem niedrigeren Brechungsindex ab- 
wechseln. 



3. Hochdrackentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schicht (3.2) des Interferenzfilters (3) mit dem niedrigeren Brechungsindex bevor- 
20 zugt aus uberwiegend Si0 2 und die zweite Schicht (3.1) des Interferenzfilters (3) 

aus einem Material, bevorzugt aus uberwiegend Zirkoniumoxid (Zr0 2 ), welches ei~ 
nen hoheren Brechungsindex als Si0 2 besitzt, besteht. 
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4. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
zweite Schicht (3,1) aus einem Material aus der Gruppe Titanoxid, Tantaloxid, Nio~ 
biumoxid, Hafniumoxid, SUiziumnitrid, besonders bevorzugt Zirkoniumoxid Zr0 2 , 
oder einem Gemisch dieser Materialien besteht. 

5 

5. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Interferenzfilter (3) dort oder zumindest dort, wo sich an der auBeren Kontur der 
Brennerwand (25) der Bereich mit der niedrigsten Temperatur einstellt, angeordnet 
ist. 

10 

6. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das 
Interferenzfilter (3) nicht dort, wo sich an der auBeren Kontur der Brennerwand (25) 
der Bereich mit der niedrigsten Temperatur einstellt, angeordnet ist. 

15 1. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Hochdruckgasentladungslampe eine UHP-Lampe ist. 

8. Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Material der Brennerwand (25) insbesondere aus Quarz besteht und damit mit dem 

20 Interferenzfilter (3) hauptsachlich IR-Licht aus dem Wellenlangenbereich von 2|iim 

bis5|am reflektierbar ist. 

9. Beleuchtungseinheit mit zumindest einer Lampe nach einem der Anspruche 1 bis 8. 



25 10. Projektionssystem mit zumindest einer Lampe nach einem der Anspruche 1 bis 8. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Hochdruckentladungslampe 

Die Erfindung betrifft eine Hochdruckentladungslampe die zumindest einen Brenner 
(2), der eine Brennerwand (25) und eine Entladungskammer (21), die von der Brenner- 
5 wand (25) umschlossen ist, besitzt, wobei bei Betrieb der Lampe und in Abhangigkeit 
von der Einbaulage der Lampe sich an der inneren und auBeren Kontur der Brenner- 
wand (25) jeweils ein Bereich mit einer niedrigsten Temperatur und ein Bereich mit 
einer hochsten Temperatur einstellt, 

und mit einem mehrschichtigen Interferenzfilter (3), das auf einem Teil der auBeren 
10 Kontur der Brennerwand (25) angeordnet ist, wobei das Interferenzfilter (3) hauptsach- 
lich Licht aus dem Wellenlangenbereich des IR-Lichts, welcher mit dem maximalen 
Emissionsvermogens des Materials der Brennerwand (25) im kausalen Zusammenhang 
steht, hin zur Entladungskammer (21) reflektiert. 



15 



Fig. 1 
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